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Formy zajec¢

Forma zajeé Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)
Laboratorium 30 2 18 12 Zaliczenie na
ocene
Wyktad 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu procedur pomiarowych, podstaw teorii btedéw pomiarowych i obliczania niepewnosci pomiaréw, budowy, zasad dziatania i
elementéw wspétczesnych systeméw do pomiaréw wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych, metod pomiarowych podstawowych wielkos$ci geometrycznych do wykorzystania
w dalszym procesie ksztatcenia oraz w przysztej pracy zawodowej.

Wymagania wstepne
Grafika inzynierska, Techniki wytwarzania, Statystyka matematyczna

Zakres tematyczny

Wyktad. Wprowadzenie do metrologii. Metrologia, jej przedmiot i zadania (metrologia naukowa, prawna, uzytkowa). Metrologia a technika - zarys historyczny. Wazniejsze
terminy metrologiczne wg VIM (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology), w tym pojecia podstawowe: pomiar, niedoktadnosé, btad i niepewnos¢
pomiaréw. Jednostki miar, uktad jednostek Sl, wzorce i etalony.

Btedy a niepewnos¢ pomiaru. Pomiary bezposrednie, a pomiary posrednie. Matematyczny model przyrzadu i btedu pomiarowego. Zrédta btedéw pomiaru. Wyrazanie i
wyznaczanie niepewnosci pomiaru w oparciu o wytyczne przewodnika ISO. Obliczanie niepewnosci: niepewno$¢ standardowa, niepewno$é rozszerzona, niepewnosé ztozona
(pomiary posrednie). Budzet niepewnosci. Przedstawianie wynikéw pomiaru.

Wzorcowanie i kontrola przyrzadéw pomiarowych. Wzorcowanie a: kalibracja, adjustacja, korekcja. Techniki i reguty wzorcowania. Rodzaje wzorcowania. Matematyczne
podstawy wyznaczania charakterystyk wzorcowych przyrzadéw. Nadzorowanie przyrzadéw pomiarowych.

Mierniki i systemy pomiarowe. Analogowe a cyfrowe wielkosci pomiarowe. Analogowe przyrzady pomiarowe, w tym podstawowe rodzaje miernikéw wielkosci elektrycznych.
Zarys cyfrowych technik rejestracji i przetwarzania analogowych i cyfrowych sygnatéw pomiarowych.

Metody i czujniki pomiaru wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Metody i czujniki pomiaru: temperatury, ci$nienia, sity, naprezen, drogii predkosci liniowej i
katowej.

Tematy ¢wiczen laboratoryjnych.

. Pomiary dtugosci przyrzagdami suwmiarkowymi, mikrometrycznymi i czujnikowymi

. Pomiary stozkdw, $rednic oraz rozstawienia osi otworéw

. Pomiar gwintéw

. Pomiary nieprostoliniowosci

. Pomiary chropowatos$ci powierzchni

. Pomiary posrednie, wyznaczanie oporno$ci wtasciwej materiatu przewodu

. Pomiar wielkosci elektrycznych standardowymi przyrzadami pomiarowymi

. Pomiar temperatury z wykorzystaniem termoelementdéw i czujnikéw optycznych

. Wzorcowanie kanatéw pomiaru napiecia statego mikroprocesorowego rejestratora

. Wyznaczanie charakterystyki termometrycznej termoelementow (estymacja przedziatowa charakterystyk termoelementow).
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11. Wzorcowanie potencjometrycznego czujnika przemieszczenia

12. Pomiar sity czujnikami tensometrycznymi

13. Pomiar predkosci liniowej i katowej przy wykorzystaniu komputerowego systemu pomiarowego
14. Pomiary drogi przetwornikami potencjometrycznymi i laserowymi

15. Pomiary wilgotno$ci materiatéw ziarnistych metodami rezystancyjnymi

Metody ksztatcenia

Wyktad - konwencjonalny.

Cwiczenia laboratoryjne z zakresu metrologii warsztatowej wykonywane w zespotach 2-3. osobowych; pozostate éwiczenia w formie pokazu dla catej grupy z aktywnym
udziatem studentéw.

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektéw Metody weryfikacji Forma zaje¢

Ma podstawowa wiedze o dotyczaca metod metrologii warsztatowej, technik pomiarowych, w tym ® K. W15 ® egzamin - ustny, ¢ Wyktad
mikroprocesorowych technik pomiarowych, w zakresie zwigzanym z zagadnieniami Zarzadzania i ® KWie opisowy, testowy i ® Laboratorium
Inzynierii Produkcji metodami Inzynierii Mechanicznej. Ma podstawowa wiedze dotyczaca metod ® K28 inne

wzorcowania stosowanych w Inzynierii Mechanicznej przyrzadéw i urzadzen pomiarowych oraz ® K_U29 ® wykonanie

wyznaczania niepewnosci wzorcowania.Potrafi wykorzystywac stosowane w inzynierii mechanicznej ® KK03 sprawozdan

przyrzady i urzadzenia pomiarowe oraz wyznaczac niepewno$¢ pomiaru. Potrafi opracowacé i laboratoryjnych

zrealizowac procedury wzorcowania stosowanych w inzynierii mechanicznej przyrzadéw i urzadzen
pomiarowych oraz wyznaczania niepewnos$ci wzorcowania. Potrafi wspdtdziatac i pracowac w grupie,
przyjmujac rézne role.

Warunki zaliczenia
Wyktad - warunkiem zaliczenia czesci wyktadowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego obejmujacego weryfikacje znajomosci podstawowych zagadnien
(K_W15, K_W16) z pieciu pytan egzaminacyjnych (wpisuje sie ocene srednig).

Zajecia lahoratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo i uzyskanie pozytywnych ocen (pytania sprawdzajgce, sprawozdania) ze wszystkich ¢wiczen laboratoryjnych,
potwierdzajgcych nabycie umiejetnosci zwigzanych z realizacjg ¢wiczen laboratoryjnych(K_28, K_29). Ocena zaliczajaca laboratorium jest $rednig ze wszystkich ocen
uzyskanych w semestrze.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena koricowa zaliczajaca przedmiot stanowi Srednig arytmetyczng z oceny z egzaminu i laboratorium.
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